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Defektowa lokalizacja drgań EM

w planarnych układach supersieci

Materiały elektromagnetyczne z przerwą wzbronioną (EBG) stanowią jedną
z najszybciej rozwijających się gałęzi inżynierii materiałowej. Stanowią one m.in.
podstawę rozwoju nowej generacji urządzeń obróbki sygnałów, sensorów i innych
elementów wielofunkcyjnych współczesnej techniki mikrofalowej. Wprowadzenie
defektu do takiego materiału umożliwia generację zlokalizowanego modu EM we-
wnątrz EBG, o cechach mikroukładu rezonansowego o wybitnie dużej dobroci.
Otwiera to pole do szeregu nowych zastosowań w technice mikrofal.

W referacie zostanie przedstawiona aplikacja specyficznej metody konstruowa-
nia algorytmów obliczeń stanów defektowych w EBG, dostowanej do supersieci 1D
o złożonej strukturze komórkowej.

Szczególną uwagę zwrócimy na cechy rezonansowe drgań defektów struktural-
nych, a także na możliwości ich transformacji w tzw. mody defektowe, wpływające
w istotnym stopniu na własności transmisyjne supersieci w wariancie dwufazowym.
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